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feî)  Spectromètre  de  masse  stigmatique  à  haute  transmission. 
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@  Le  spectromètre  de  masse  selon  l'invention 
comporte  disposé  entre  une  fente  d'entrée  (W1y, 
W1z)  et  une  fente  de  sortie  (W4y,  W4z)  traversées 
par  des  particules  émises  par  un  échantillon,  un 
système  optique  de  couplage  (1)  placé  entre 
deux  secteurs  électrostatique  (2)  et  magnétique 
(3).  Son  système  optique  de  couplage 
comprend  au  moins  deux  lentilles  (Ly)  et  (LJ  à 
fente  orientées  respectivement  selon  une  pre- 
mière  direction  (Y)  suivant  laquelle  la  trajectoire 
des  ions  est  incurvée  par  les  secteurs  électros- 
tatique  (2)  et  magnétique  (3)  et  selon  une  direc- 
tion  perpendiculaire  (Z)  au  plan  de  la 
trajectoire.  Les  positions  des  deux  lentilles  (Ly) 
et  (LJ  sur  l'axe  optique  du  spectromètre  sont 
déterminées  pour  obtenir  une  compensation 
des  dispersions  chromatiques  sur  tout  l'axe  en 
aval  du  spectromètre,  une  image  stigmatique  de 
la  fente  d'entrée  dans  le  plan  de  sortie  du 
spectromètre  et  une  image  stigmatique  en  aval 
du  spectromètre  de  la  fente  d'entrée,  d'un  plan 
non  conjugué  avec  la  fente  d'entrée,  dans  un 
plan  distinct  du  plan  de  sortie. 

Application  :  spectromètre  de  masse  stigma- 
tique  à  haute  transmission. 
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